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Endlich ist es soweit! Die Version 5.1 der psoft
analysis steht fur alle psoft analysis 5.0 - Nutzer zum
kostenfreien Update bereit.

Die Vorteile in Klrze:

- Nutzer von Multicore Rechnern kénnen sich tber
schnellere Auswertungen freuen. et e
- Alle aufgenommenen Daten wie Hohe, Reflexion '
und ggf. Farbbild werden bequem in einem Multi-
Layer-Studienobjekt dargestellt und sind voll :
auswertbar. .
- Das Modul Konturanalyse wurde um vielfaltige L
Funktionen erweitert. Damit steht allen Nutzern nun L
ein leistungsstarkes Modul zur Bestimmung von
Abmessungen und Winkeln zur Verfigung. Tipp #5
gibt eine Starthilfe zur Arbeit mit dem Programm.

- Die Version 5.1 kann optional um ein
Statistikmodul zur dynamischen Serienauswertung
von Parametern erweitert werden.

Wie bekomme ich mein Update?

Schreiben Sie eine Email an analysis@nanofocus.de. Sie erhalten von uns
einen Link zum Download der notwendigen Dateien und eine
Installationsanleitung.

Schnellere Auswertung und Datenverarbeitung

Mit der Yefs,'or! >.listin Punkto . Function Estimated Time Gain*

Schnelligkeit ein wesentlicher Schritt

nach vorn gelungen. Dank der vollen Line correction ¥ 4

Integration der Multicore-Technologien

werden zeitintensive Berechnungen in Morphological filtering w11

spurbar kirzerer Zeit durchgefuhrt

(siehe Tabelle rechts). Zur vollen Series of profiles creation x2

Nutzung empfehlen wir die Erweiterung . ,

des Arbeitsspeichers auf mindestens 3 | FIl I non-measured points —

GB. Conversion of a surface to a series of profiles  x3
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Darstellung und Analyse von Multi-Layer-Messungen

Von den in Tipp #2 "Einlesen von Topografie
und Reflexionsdaten" beschriebenen Vorteile
konnen nun alle Nutzer der psoft analysis
profitieren. Die mit der Messung
aufgenommenen Reflexions- und ggf.
Farbinformationen werden direkt mit in das
Studienobjekt als einzelne Ebene (Layer)
Ubernommen. Diese Daten lassen sich

ebenfalls mit der psoft analysis auswerten (z.B.

zur Analyse von Reflexionsgrad oder
Defekterkennung). Die Uberlagerte Darstellung
von Hohen- mit Reflexions- oder Farbdaten
er6ffnet ganz neue Perspektiven zur visuellen
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Grundeinstellungen

Werschieben Sprache

AVI-Erzeugung

Automatisches Einflgen
Multilayer CSY-Expott

Magrietaitter

Dateiformate Asrii-Dakeiformak

standardoptionen zum Laden von Schichten

@ 8z gin studenabiek mit mehreren schichten laden.!
Diese Datei wird als ein einziges Multilayer- ader
Oberflachen+Eild-studienobjekt geladen.

() Jede Schicht als getrenntes Studienohjekt laden.
Eine Multilayer-Oberflache mit 2 Schichten wird als 2 individuelle Oberflachen
geladen.

(O Ein Dialogfenster anzeigen, um die zu ladendefn) Schicht{en) auszuwahlen

Die gewahlken Schichken werden als individuelle Studienobjekte geladen.

(O Nur diese Schicht laden:

Wihlen Sie die Schicht, die Sie laden méchten. Falls die gewahlte Schicht nicht
vorhanden ist, wird die erste Schicht geladen,

Himweis: die oben aufgefihrten Optionen gelten beim Laden von

Multilayer-Studienobjekten und Oberflache+Eild-Studiencbiekken.

Beurteilung Ihrer Oberflache.

[ 3-schichtige Oberflache+Eild-studienchjekke trennen.

Dateien, die aus Oberflache+Intensitit+Farbbild bestehen, in zwei
Oberflache+6ild-Studienobjekte teilen: Oberflache+Intensitat und
Oberflache+Farbhild, Diese Option gewahrleistet Kompatibilitat mit Version 5.0.4,

Sie mochten Tipp #2 gerne lesen? Laden Sie
diesen in unserem Newsletterarchiv unter
http://www.nanofocus.de/service/newsletterarc
hiv herunter.

[ oberflache+Bild-Studisnobiekke als Multilayer-Studienobiekte laden,

Diese Option gewahrleistet Kompatibilitat mit Version 5.0.3 und Friber,

Falls Ihre Daten nicht als Multi-Layer-Objekt dargestellt
werden, prufen Sie bitte die Einstellungen unter Optionen >
Grundeinstellungen > Multilayer. Die richtigen Auswabhl
sehen Sie im Bild rechts.

Statistische Parameter-Auswertung von statischen
und dynamischen Messdaten

Meues Dokurnent

) L. . L Meues Statiskik-Dokument. ..
Mit dem Statistikmodul lassen sich Parameter-Statistiken ——

einfach erstellen, &ndern und organisieren. i

2

Statistical document: 01.mnst
= =¥ Files [\Files]

Das Modul kann erstmals sowohl statische (fester Ort und
feste Anzahl an Messdaten) als auch dynamische

(automatische Aktualisierung bei neuen Messdaten) [1Pro 04.mnt
Populationen auswerten. [ Pro 05.mnt
D Pro 07.mnt
Populationen sind psoft analysis-Dokumente, aus denen Sie [ Pro 01.mnt
die gewlnschten Parameter zur Auswertung in ein Statistik- [1Pro 03.mnt
Dokument tibernehmen konnen. 5 (57 Files2 [\Files2]
D Pro 01.mnt

[ Pro 03.mnt

[ Pro 04.mnt

[ Pro 07.mnt
= Fﬁ' Population3
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Leistungsstarke Konturanalyse

Mit dem Modul der Konturanalyse steht nun ein leistungsstarkes Instrument zur dimensionellen Analyse von
Profilen zur Verflgung.

Im folgenden finden Sie ein Beispiel fur solch eine Analyse. Dies soll einen kleinen Einblick und eine Startilfe
fur die Arbeit mit dem komplett Gberarbeiteten und erweiterten Modul. Gerne erarbeiten wir mit lhnen im
Rahmen einer Schulung die Losung zu Ihrer individuellen Messaufgaufgabe. Schreiben Sie an unser
Applikationsteam unter application@nanofocus.de oder rufen Sie uns an: 0208-62 000 -O.

WAy =QQ e+t 14442 % a

Die alte Menuleiste im Vergleich zur neuen Menlleiste. Die starke
Erweiterung der Funktionspalette ist deutlich zu erkennen.
S | ® O

e ERMEC R R R W R ORI L SRR PN re e 41
AOHTCHLT ORI A 4-&-

1. Wahlen Sie den gewiinschten Profilschnitt 2. Klicken Sie unter Studien auf Erweiterte
Konturanalyse.

Minidocs  Ilustrationen  Objekkfelder

Profilkurven

Fauheits- und Welligkeits-Prafil

Abbotk-kKurve

Interaktive Abbotk-Kurve

T

Frakkal-dnalyse

Morphologische Hillen

E &M F TG

R-&\W-Muster (IS0 12085)

— =TT
=
¥
=

Ul Graphische Studie der Rk-Parameter
Profilschnitt

Profile FOr Rk-Berechoung (IS0 135650

eI BF

Erweiterte Konkuranalyse
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3. Andern der Ansicht @2 Farben ’
¥ Rickgangig
Vergrof3ern Sie Uber das Zoomwerkzeug > x/z ¢ wiederholen
Normalisierung: (rechter Mausklick) den Profilschnitt. M Lischen
Zoomwerkzeug 4 (-I-P ansicht verschieben
@ Anzeigeoptionen L4 Q\ Auswahlrechteck vergrélern
[=] Fulk-Screen-Modus andern F11 ,9\ Aukomatische Mafstabswahl
= Waiters Funkhionen 4 % Automatische Mabstabswahl fir Profil
um Punktwerkzeuge v %o MNormalisierung
200 el e b b e o b b
Segmentwerkzeuge 4 I -
150 — [ Hormalisierung LZJ
I B X-/2-Normalisierung
100 — —
| B () Dimensionen gemaf der tatsachlichen Gréfe normalisisren
50 () Automatische Mormalisierung des Studienobjekts durch das
1 [~ P
i | @ B;?ﬂﬂtzz:?jefinierte Marmalisierung
04 L Z-Achsen-Verstarkung: 'SD_D_ ' %
R R s L R R s L R N s R R AR RS EAR AR R
145 1455 146 1465 147 1475 148  148.5mm ok | [ Abbrechen
Zur Info:

Zur Vorverarbeitung stehen zahlreiche Elemente wie Festlegen des Ursprungs, Ausrichten oder
Ausbessern fehlerhafter Stellen im Profil zur Verfligung auf die im Rahmen dieses Tipps nicht
eingegangen wird.

4. Erstellen von Segmenten und

Bogen L BV VAR

Das Profil wird nun mit Segmenten und
Bogen erstellt werden. Dabei werden an
das Profil angepasste ideale Formen
erzeugt. Dazu wird die Funktion

Segmente bzw. Bdgen erzeugen um

verwendet (siehe Bild rechts). Der L B e B B e
jeweilige Abschnitt im Profil wird markiert.
Das erstellte Segment bzw. der erstellte J |

Bogen schmiegt sich dem vorhandenen - =
Profil an und wird in der gewahlten Farbe W
dargestellt. 04 -
Neben Segmenten und Bogen kénnen

auch einzelne Punkte, Schnittpunkte oder i .
Kreise zur Nachbildung des Profils -100 =

verwendet werden. 1445 1450 — 1475 148 1485 149 mm
I[:g - N‘t&" L ]

Korrekturen der einzelnen Anfangs- und a | s
Endpunkte sind mit der Funktion "Freie H28 [Freie verschisbung)
Verschiebung einfach durchzufuhren.
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5. Verbinden der Segmente

Uber "Automatisches Verbinden" wird aus den einzelnen
Segmenten ein zusammenhangendes Profil. Damit haben Sie
die Basis fur die weitere Analyse geschaffen.

nanofocus
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PN

|Automatisches Yerbinden |

I aVaUAUAS

-100 — —
\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\\\
1445 145 1455 146 1465 147 1475 148 1485 149 mm
2245
6. Bemal3ung LS RPN RPN RIS RIS R SUTT SR S
e . : o0 ) 367.084 um i
Moglich sind horizontale, vertikale oder
schiefe Bemal3ung von Abstanden, i #=145192 55 pm =42 4286 pum K
Radien, Durchmessern und Winkeln. Die I A i e S A L
einzelnen Abstande von Punkt zu Punkt 0 -
sollen nun bemalf3t werden. Dies kann 1 -
mit der automatischen Bemal3ung oder 7] B
manuell z.B. Gber die horizontal/vertikale 100 1 i
BemaBung Oder Punkt—zu-Punkt ! I1-5|-"_'|':IIIIIIIII I I1-46::!!:":!I ! I“I-’-I-T-':IIIIIIIII ! I1-:1~'EI:IIIIIIIII ! I1-¢I-EI:IIIIIIII
BemaRung durchgefiihrt werden. hm
um I I N N | Lol Lo Lol ‘ Lol I T I N B I T I N B L1
100 — r\h m % m%] % m? -
07 -
i N N N L
-100 — 3 3 3 -
i 3 3 3
143.5 144 1445 145 1455 146 1465 147 1475 148 1485 149 1495 150 mm
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6. Beispiele fur weitere Auswertungen

Das Programm lasst ebenfalls die Darstellung von Abweichungen oder Formfehlern zum
erstellten Segment zu (siehe Bild).

B B L |4 1 bt —

Das Bild unten zeigt ein Beispiel einer mit dem erweiterten Konturmodul erstellten
Kontrollkarte.

Parameter Value Lower limit  Upper imit  Pass or Fail
angle 1 404+ | 41 = Pass
angle 2 g5 = 58 = B1 * Pass
angle 3 @3- e ) Fail
angle 4 gag- Ba 91 = Pass
distance 5 1.35 mm 0.5 mm 2.5 mm Pass
distance 6 1.66 mim 0.6 mm 2.6 mm Pass
distance 7 1.31 mm 0.2 mm 2.2 mm Pass
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